
《材料测试技术》考试大纲
1. 试卷结构和考试形式
试卷分为简答和综合两类题目，简答题相对容易，主要考查基本知识和原理的掌握，综合题相对难度较高，考查实际分析和应用能力。

2. 考试时间2小时,满分100分。

3. 答题方式为闭卷、笔试。
4. 参考书目
参考教材：
杨南如主编：《无机非金属材料测试方法》 武汉工大出版社 2007 
管学茂主编：《现代材料测试技术》 中国矿业大学出版社 2013
5. 考试内容

考试内容原则上以前三部分为主，第四部分相对较少。
第一部分 X射线衍射的原理与应用
X射线在电磁波谱中的波段， X射线的本质；X射线产生条件及X射线管；X射线谱，连续谱，特征谱产生机理；X射线与物质的相互作用，相干散射，非相干散射，X射线的吸收，吸收系数，吸收限，X射线衰减规律及其在实际中的应用，选靶与滤波片。X射线的防护。

晶体几何学，布拉格方程与讨论；三种衍射方法。一个电子的衍射强度，一个原子的衍射强度，一个晶胞的衍射强度与结构因子；多晶体衍射强度，多重性因子，罗仑兹因子，吸收因子，温度因子，粉末衍射强度；
粉末照相法（德拜照相法）；X射线衍射仪法；衍射仪的测量方法与实验参数，衍射线的指标化；
点阵常数测量中的误差来源，点阵常数的精确测定，定性分析的原理和分析思路；粉末衍射卡的组成；PDF卡片的索引；物相定性分析方法；物相定量分析方法X射线应力测定原理，单轴应力测定原理，平面应力测定原理；实验方法，衍射仪法，应力仪法；实验精度的保证及测试原理的适用条件。
第二部分 透射电子显微镜的原理、结构与应用
电子波与电磁透镜；电磁透镜的像差与分辨本领，电磁透镜的景深与焦长，透射电子显微镜的结构与成像原理，照明系统，成像系统，观察记录系统；主要部件（测角器、样品杆、消像散器、光栏）的结构与工作原理；透射电子显微镜的发展。
电子衍射与X射线衍射的比较；电子衍射原理，布拉格方程、倒易点阵、偏离矢量、电子衍射基本公式；电子显微镜中的电子衍射，有效相机常数，选区衍射，磁偏转角；单晶体电子衍射花样的标定；复杂电子衍射花样，高阶劳埃斑点，超点阵斑点、二次衍射斑点、孪晶斑点，菊池衍射花样。
衍衬成像原理；质厚衬度；衍衬衬度，相位衬度，样品的制备。

第三部分 扫描电子显微镜与电子探针显微分析
电子束与固体样品相互作用时产生的物理信号；扫描电子显微镜的结构和工作原理；扫描电子显微镜的主要性能；表面形貌衬度原理及其应用；原子序数衬度原理及其应用。电子探针仪的结构与工作原理，电子探针仪的分析方法及应用，波谱仪，能谱仪。
第四部分 其它分析方法简介
热分析，光电子能谱，离子探针，低能电子衍射，俄歇电子能谱仪，场离子显微镜，扫描隧道电子显微镜和原子力显微镜, 光谱分析基本原理，原子光谱，分子光谱。
